AzuRel60

Descricao: Azulejo do século XVII (1620-1670); Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos em deposito no Museu Nacional do
Azulejo em Lisboa.
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LYY ICION Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Azulejo com craquelé denso e
bem evidente.

Chacota amarelada com  poros
circulares e alongados; filamentos de
barro vermelho; inclusdes vermelhas,
pretas e beges; vazios alongados;
areias; craquelé com propagagao
vertical na chacota.

voltar ao indice




AVl Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 10.4mm x50 BSECOMP 40Pa

20.0kV 10.3mm x95 BSECOMP 40Pa 20.0kV 10.3mm x90 BSECOMP 40Pa

» Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado = 565-572 um

20.0kV 10.3mm x60 BSECOMP 40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




VAWMl Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorcao de Agua (Chacota)
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Agua absorvida (%)

Massa volumica real
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Massa volumica aparente
(kg/m?)

Porosidade aberta

Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

(vol %) 36,9
Coeficiente de capilaridade 6.2
(kg/m?/h'2) ’
Teor maximo de agua 214

(%)

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Pb

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Combinacao
Al_Si_Sn_Co Si_Ca_Fe_Pb

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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AzuRe160 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe160/AzuRe160_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

PIGMENTO AzUL

'K Ca

AzuRe160 EDS Azul.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe160/AzuRe160_EspectroEDS_Azul.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE
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AzuRe160 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe160/AzuRe160_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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AzuRe160 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe160/AzuRe160_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si Cl K Ca Ti Fe Co N As Sn Pb

334 081 571 4372 - 515 181 002 08 - -- - 345 3512
388 099 304 3716 - 428 217 025 587 365 091 544 - 3236
po azul
281 176 1538 4318 - 801 2245 058 368 - -- -- -- 2,16
chacota (préximo interface)
147 205 1275 3374 040 225 3644 09 684 - - - - 3,12

 chacota

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo considerando o teor
de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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